
UKD 621.382.3 

NORMA BRANŻOWA 
BN-SO 

Elementy półprzewodnikowe 3375-31.00 
ELEMENTY Tranzystory małei mocy, PÓŁPRZEWODNIKOWE 

, 
wielkiei częstotliwości Zamlaat 

BN-75/3375-31.00 
Wymagania i badania 

l. WST§P 

1.1. Przedmiot normy •. Przedmiotem normy sl' wymaga

nia i badania dotyczl'ce' tranzystor6w mał'eJ mocy, wielkiej 

cz,stotliwości, przeznac.zonych do pracy w elektronlcz-

' nych urzl'dzenlach powszechnego uiytku, profesjonalnych 

i urzl'dzeniach wymagajl'cych zastosowania element6w o 

wysokiej i bardzo wysokiej Jakości. 

1.2. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniejszego 

arkusza normy sl' wymagania i badania wsp61ne dla całej 

grupy tranzystor6w małej mocy, wielkiej cz,stolliwości. 

1.3. Ok-reślenla - wgPN-78jT -01500.00 

2. PODZIAŁ. I OZNACZENIE 

2. I. Podział - wg BN-70j3375-10. 

2.2. Oznaczenie - wg PN-78jT -01515 P. 2.2. Przykład 

oznaczenia - wg arkusza szczeg6łowego. 

3. WYMAGANI A 

3. I. Wymiary - wg arkusza szczeg6łowego. 

~. Wykonanle-wgPN-78jT-01515p. 3.2i wg arku-

sza szczeg6łowego. 

3.3. Cechowanie - wg PN-7ajT-01515 P. ' 3.3 oraz 

arkusza szczeg6łowego. 

wg 

3.4. Parametry elektryczne - wg PN-78jT -01515 P. 3.4 

oraz wg arkusza szczeg6łowego. 

3.5. Wymagania klimatyczne - wg PN-7~jT -01515 P. 3.5.. 

3.6. Wymagania mechaniczne - wg PN-78jT-01515 p.3.6. 

3.7. Wymagania niezawodnościowa - wg PN-78jT -01515 

P. 3. 7. 

3. a. Wymagania dodatkowe - wg PN-78jT -01515 p.3. a. 

Grupa katalogowa 1923 

4. P.Ał<OWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPCRT 

4.1. Pakowanie - wg PN-78jT-01515 P. 4.1. 

4.2. Przechowywanie - wg PN-78jT-01515 P. 4.2. 

4.3. Transport - wg PN-78jT-01515 P. 4.3. 

5. BADANIA 

5.1. Program i rodzaje badań 

5.1.1. BadanlagrupyA-wgPN-7BjT-01515 P. 5.1.1 

oraz wg tabl. 1 na str. 2. 

5.1.2. Badania grupy B - wg PN-7BjT-01515 P. 5.1.2 

oraz wg tabl. a na str. 3. 

5. 1.3. Badani a grupy C - wg PN-7BjT -01515 P. 5. 1.3 

oraz wg tabl. 3 na str. 4 .. 6. 

5.1.4. Badania grupy D - wg PN-7SjT-OI515 P. 5.1.4 

oraz wg tabl. 4 na str. 6 i 7. 

5.2. Pobieranie pr6bek - wg PN-7ajT-01515 P. 5.2. 

5.3. Opis badań - wg PN-78jT-01515 P. 5.3 oraz wg 

arkusza szczeg6łowego. 

5.4. Ocena wynik6w badań - wg PN-7ajT-01515 P. 5.4. 

5.5 • . Dostawa element6w po badani ach - wg 

1'-01515 P. 5.5. 

PN-78j 

6. POSI~OWANIE W PRZyP.AI?KU NEGATYWNEGO 

WYNIKU BADAŃ 

6.1. Badania grupy A - wg PN-7ajT-01515 P. 6.1. 

6.2. Badani a grupy B - wg PN-7ajT -01515 P. 6.2. 

6.3. Badania grupy C - wg PN-78jT -01515 P. 6,3. 

6.4. Badania grupy D - wg PN-78jT-01515 P. 6,,4. 

KONIEC 

Informacje dodatkowe 

Zgłoszona przez Naukowo·Produkcyjne Centrum P6łprzewodnik6w 
U.tanowiona przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Przemy.łu Podze.poł6w I Materiał6w Elektronicznych 

UNITRA·ELEKTRON dnia 25 czerwca 1980 r. 
jako norma obowlqzujqca od dnia 1 .tycznla 1981 r. 

(Dz. Norm. I Miar nr 16/1980 poz. 62) 

WYDAWNIClWA NORMALIZACYJNE 1910. Druk. Wyd. Norm. W-wa. Arlr. wyd. ,.ao Nakl. 2700+ 55 lam. 2575/80 Cona .1 7.20 



Tablica 1 

-
Metoda 

Plany i warunki badań 

Rodzaj badania Poziom jakości I Poziom jakości II Pozi om jakości. III 
badania wg 

poziom poz i om poziom 
PN-76/ warunki warunki warunki 

T-01515 
kontroli 

badania 
kontroli 

badania 
kontroli 

badania 
i AcL i ACL i ACL 

1 2 3 4 5 6 7 B 

Po~ru2a Al II; 1,5 \I ; 1,5 II; 1,5, 

Sprawdzenie wymiarów (gł6wnych) 5.3. 2 

Sprawdzenie wykonania obudowy 5.3.3 

Sprawdzenie prawldłciwc;>Ści cec.howania 5.3.6.2 

Podgru2a A2 11;1,0 11; 1,0 II; O, 65 

Sprawdzenie podstawowych parametr6w 5.3.7 ' wg PN-74! wg PN-74/ wg PN-74/ 
elektrycznych T -01504.00 T-Ol 504. 00 T-01504.00 

lCBO lub lCES 

U~R) lcBO , 
lub 

U(~R) ICES 
Ui~R)~CEO 
U(~RfcER 

lub 

U(~R)IEBO . 

h 21 E 

Podgrupa A3 I; 1,5 , II; 1,5 II; 1,5 

Sprawdzenie drugorzędnych parametrów 5.3.7 wg PN-74/ wg PN-74/ wg PN-74/ 
elektrycznych T-01504.00 T -01504.00 T-01504.00 

F 1) , , . 

fT' 
o 

C 1.) 
12 

PodlZ:u2a A4 I; 2, 5 
Sprawdzenie parametrów elektrycznych 5.3.7 - - - - wg' PN-74/ 

w temperaturach innych niż normalna .-
T -01504.00 

temper at ur a otoczen i a 

lCBO lub lCES 

I " 

Znak - oznacza, że badania nie przeprowadza się. 
. 

Nie wypełniona rubryka w kolumnie warunki badania oznacza normalne warunki atmosferyczne. 
1) Dla tranzystor6w przeznaczonyc~ do stopni wejściowych. ' 

-~--

.2) Dla tranz~stor6w przeznaczon~ch do wzmacniacz~ mał~ch s~9nał6w w. cz. , 

Poziom jakości .IV 

poziom 
warunki 

kontroli 
badania 

i AQL 

9 10 
. 

II; 1,0 

II; 0,4 

wg PN-74/ 
T -01504.00 

11;1,0 

wg PN-74/ 
T -01504.00 

I; l, 5 
wg PN-74/ 
T -01504.00 

-

-

--- - -

Dane wg 
arkusza 

szczegółowego 

11 

sprawdzene 
parametry geo-
metryczne 

wartości gra-
niczne sprawdza-
nych parametrow 
elektrycznych i 
warunki ich po~ 

.miaru 

temperatura oto-
czenia ; wartości 

' graniczne ' spraw~ 

dzanych par a-. 
metr6w elek-
trycznych i wa-
runki ich po-
miaru I 

I 

t.> 
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Tablica 2 

Plany i warunki badań 

Metoda badani a 
Poziom jakości III Poziom jakości IV 

Rodzaj badan i a wg 
PN-78/ poziom kontroli warunki pozi om kontroi i warunki 

T-01515 i AOL badania i AQL badania 

I 
1 2 3 4 5 6 

I Pod!!: u2a B l 5-3; 1,5 5-3; l, O, 
, 

Sprawdzenie wytrzymałości mechanicz- 5.3.21 
nej wyprowadzeń 

Spr awdzeni e szczelności - 5.3.'27 

, 
Podsru2a 82 5-4; 1,5 5-4; 1 ł O 

Sprawdzenie lutowności wyprowadzeń 5. '3.5a) temperatura lu- temperatura lu-
towia 235

0 e ' o 
towia 235 e 

Pod9!:u2a 83 5-3; 1,5 5-3; l, O 

Sprawdzenie wytrzymałości na spadki 5.3.17 1000 mm x 5 1000 mm x 5 
swobodne 

, 

Podsru2a84 .. - 5-4; l, O 
2 

Sprawdzenie wytrzymałości na udary 5.3. 16 - 1470 m/s 
wielokrotne 1<;)00 x 3 

Podsru2a 8,:z 5-3; 1,5 5-3; l, O 

Sprawdzenie wytrzymałości na nagłe 5.3. 12 
o 

-55/125 e _55/125
0 e 

zmiany temperatury lub lub 
o o 

-55/155 e -55/155 e 

Podsru2a 86 5-4; l, O 5-4; O, 65 

Sprawdzenie odporności na narażenia 5.03.22 
o 

25 ej o 
25 e; 

elektryczne 100 h 100 h 

Znak - oznacza, że badania nie przeprowadza się. -

Nie wypełniona rubryka w kolunnie warunki badania oznacza normalne warunki atmosferyczne. 
-

Dane wg arkusza 
szczegółowego 

7 

rodzaj i szczegółowe warunki badania, 
wartości obciężeń 

rodzaj badania, dopuszczalny poziom 
ni eszczelności lub zakresy wartości 
i warunki pomiaru sprawdzanych po 
badaniu parametrów elektrycznych 

" 

-

położenie , elementu w czasie spadania; 
zakr,esy war tości i warunki pomiaru 
sprawdzanych po badaniu parametrów, 
elektrycznych 

-
sposób mocowania korpusu lub wypro-
wadzeń elementu; zakresy wartości i 
warunki pomiaru sprawdzanych po ba-
daniu parametrów elektrycznych 

zakresy wartości i warunki pomiaru 
sprawdzanych po badaniu parametrów 
elektrycznych 

-
metoda badania, warunki obciężenia, 
zakresy wartości i warunki pomiaru 
sprawdzanych w czasie i po badaniu 
parametrów elektrycznych 

.-
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Metoda . 
Rodzaj badania Poziom jakości I 
badania wg poziom 

PN-78/ kontroli warunki 

T-01515 i Aa... 
badania 

1 2 3 4 

PodS!:~a CI S-3; 2, S 

Sprawdzenie wytrzyma.- 5. ,3.21 
łości mechanicznej wy-

' prowadzeń 

Sprawdzenie szczelności 5.3.'27 

Podaruea C2 S-3;4,O 

Sprawdzenie parametr6w 5.3.7 
el ektr ycznych 

Sprawdzenie odporności 5.3. 11 125°C 

na suche gortlco 

Sprawdzenie odporności 5.3.9 _40oC 

na zimno 

Eodaruea C3 S-3; 1,5 

Sprawdzenie masy 5.3.4 '. 

Sprawdzenie trwałości 5.3.6. 1 
- I cechowani a 

Sprawdzenie lutownbści 5.3. Sa) temperatura 

wyprowadzM , lutowia 
73SoC . 

Poda!: g:ea C 4 S-3; 1,5 

Sprawdzenie wy trzyma- S. 3. 20 98 000 1) 
łOści na przysplesze- m/s2; 
nie stałe 1 min 

Sprawdzenie wy trzyma- 5.3. 15 14700 
łości na udary (poje- lub m/s2; 3x6 
dyncze lub wielokrotne) 5.3. 16 

1470 . 
m/s2; 
3x'1000 

Tpblica 3 

Plany i waru'nkl bada'" 

Poziom jakeści II Poziom jakości III 

poziom poziom 
kont~x>1i 

warunki kontroli warunki 

i Aa... badania i AQL badania 

S 6 7 Ś 

S-3;2,5 -
-

-

, 

S-a;2,S S-3; 2, 5 

125
0

C 125°C 

_40oC _40°C 

S-3; 1, S -
-

-

temperaturę -
lutowi a 
23SoC • 

S-3; 1,5 5-3; 1,5 

98 00( 1) 196 000 1) 
m/s2; m/s2; 
1 min 1 min 

14 7~0 14 700 
m/s; 3x6 m/s2; 3x6 

1470 1470 
m/s2; - m/s2; 
3xlOOO 3x4000 

Poziom jakości IV 

poziom 
kontroli 

warunki 

i AQL badania 

9 10 

-
-

-, 

, 

-

5-3; 1,5 

o 
125 C 

-

_40oC 

-
-

-

-

5-3;1,0 

196000 1) 
m/s2; 
1 min 

, 

14700 
m/s2; 3x6 

1470 
m/s2; 
3x4000 

, 

Dane wg arkusza 
szczeg6łowego 

11 

rodzaj i szczeg6łowe wa-
runki badania, wartości 
ob ci tlte'" 

rodzaj badania, dopusz-
czalny pozi,om nieszczel-
ności , lub zakresy wartoś-
ci i warunki pomiaru 
sprawdzanych po badaniu' 
parametr6w elektrycznych 

zakresy wartości i warun-
ki pomiaru sprawdzanych 
w czasie badania i po ba-
daniu parametr6w elek-
trycznych 

. 

masa wyrobu 

-

-

kierunki probiercze, spo-
sÓb mocowania korpusu 
lub wyprowadzeń, zakre-
sy wartości i warunki 
pomiaru sprawdzanych po 
badaniu parametrów elek-
trycznych 

I 
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cd. tabl. 3 
"' 

Metoda 

Rodzaj 
badania Poziom jakości I 

badania 
wg 

PN-78/ poziom 
warunki 

T-01515 kontroli 
badania i AQL 

I 1 2 3 4 , 

Sprawdzenie wy trzyma- 5.3. 19 98 m/s 
2 

łości na wibracje (sta- lub 80 Hz; 
łe lub zmienne) 5.3. 18 3h 2 

, 98 m/s 
10;;2000 
Hz; 1,5 h 

. " r-

Podgrupa C5 5-3; 

Sprawdzenie wy trzyma- 5.3. 5.b) 2, s;.4, O temperatura 
łości na ciepło lutowa- k~pieli 350°C 
nia lub 260°C 

czas regene-
racji 2+6 h 

Sprawdzenie wy trzyma- 5.3. 12 _40°C/125°C 
łości na nagłe tempera- . 
tury 

Sprawdzenie wy trzyma- 5.3.13 4d 
łOści na wi Igotne go-
r~co stałe 

Podgrupa C6 5-3;2,5 

Sprawdzenie wy trzyma- 5 .... 3.,,22 250 C 2). 
t 

łOści na narażeni~ 1000 h 
elektryczne 

Podgrupa C7 -
Sprawdzenie wy trzyma- 5.3.8 -

łości na zimno 

" " 

' Plany i warunki baElań 

Poziom jakości' II Poziom jakości III 

poziom poziom 
warunki warunki 

kontroli 
badania 

kontroli 
badania i AQL i AQL 

5 6 7 8 

2 
98 m/s -
80 Hz; 

3 h 2 
98 m/s 98 m/s 

2 

10+2000 IOf5000 
Hz; 1,5 h Hz; 3 h 

, 

5-3; 2, 5 5-3; 1,5 , 

temperatura temperatura 
k~pieli 350°C k~pieli 350°C 
lub 260°C ' lub 260°C 
czas regene- czas regene-
racji 2+6 h racji 2+6 h 

\ 

° ° -40 C/125 C ° ° -55 C/125 C 
lub 
_55°C/155°C 

lO d 21 d 

!>-3; 2, 5 5-3; 1,5 

250C 2); 250C 2); 

1000 h 1000 h 

~ 

- -
- -

I 

-

Poziom jakości IV 

poziom 
warunki 

kontroli 
i AQL badania 

9 lO 

-

98 m/s 
2 

10.;.5000 
Hz; 3 h 

S-3; 1,5 

temper at ur a 
k~pieli 350°C 
lub 260°C , 

'czas regene-
racji 2.;.6 h 

_55°C/125°C 
lub 
_55°C/155°C 

56 d 

5-3; I, O 

25
0

C 2); 
2500 h 

. 

5-3; l, O 

° -40 C 
lub 
' ° 
-55 C; 
1000 h 

" , 

Dane wg arkusza 
szczegółowego 

11 

kierunki probiercze, SpO-
sób mocowania korpusu 
lub wyprowadzeń, zakre-
sy wartości i warunki 
pomiaru sprawdzanych po 

< 
badaniu parametrów elek-
trycznych 

zakresy wartości i warun-
ki pomiaru sprawdzanych 
po badaniu parametrów 
elektrycznych 

. 

metoda badania, warunki 
obci~żenia, zakresy war-
tości i warunki pomiaru 
sprawdzanych w czasie i 
po badaniu parametrów 
elektrycznych 

zakresy wartości iwarun. 
ki pomiaru sprawdzanych 
po badaniu parametrów 
e I ek tr ycznych 
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cd.' tabl. 3 
. 

Metoda Plany i warunki badań 

Rodzaj 
badania Poziom jakości I Poziom jakości II Poziom jakości III 

badania 
wg 

poziom poziom poziom 
PN-78/ warunki warunki warunki 
T -015J5 

kontroli 
badania 

kontroli 
badania 

kontroli 
badania 

i AQL i AQL i AQL 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Podgrupa C8 - 5-3; 1,5 5-3; 1,0 

Sprawdzenie wy trzyma- S.3. 10 - 12S
o

C 
o 

125 C 
łości na suche gor~co 1000 h lub 

155
0
C; 

1000 h 

Podgrupa C9 - 5-3;1,5 -
Sprawdzenie wy trzyma- S. 3. 17 - 1000 mm x 5 -

- łości na spadki swo- . 

bodne 

Podsrupa Cl0 S-3;2,S 5-3; 2,5 5-3;1,5 

Sprawdzenie wymiarów 5.3.3 
I 

Znak - oznacza, że badania nie przeprowadza się.' 
, 

Nie wypełniona rubryka w kolumnie warunki badania oznacza normalne warunki atmosferycżne. 

1) Jeżeli innych. wartości przyspieszeń nie podaje arkusz szczegółowy. 

2)Jeżeli innych temperatur nie podaje arkusz szczegółowy .. 
--

Tablica 4 

Plany T warunki badań 

Metoda Poziom jakośc i I Poziom jakości II Poziom jakości III 
Rodzaj badania 

poziom poziom poziom 
badania wg 

kontroli 
warunki 

kontroli 
warunki 

kontroli 
warunki · 

PN-78/ 
i AQL 

badania 
i AQL 

badania 
i AOL 

badania 

T-01515 

l I 2 3 4 S 6 7 8 

Podsrupa Dl - - . 5-3; 1,5 

Sprawdzenie odporności na niskie ~. 3.14 - - 1 kPa 
ciśnienie atmosferyczne 

, 

----- --- -----

Poziom jakości IV Dane wg arkusza 

poziom 
. szczegółowego 

warunki 
kontroi i 

badania 
i AQL 

9 10 1 1 

5-3; 1.0 zakresy wartości i warun-

12S
o

C 
ki pomiaru sprawdzanych 
po badaniu parametrów 

lub 
o elektrycznych 

155 C; , 

1000 h 

- położenie elementu w cza 
sie spadania, zakresy 

-
wartości i warunki po-,. 
m'aru sprawdzanych po 
badaniu parametrów elek-
trycznych 

5-3;1,0 sprawdzane paramet r y 
geometr yczne 

Poziom jakości IV Dane wg arkusza 

poziom 
szczegółowego 

kontroli 
warunki 

i AOL 
badania 

-
9 10 11 . 

5-3; 1,5 temperatura narażania, zakresy 
wartości i warunki ' pomiaru 

1 kPa sprawdzanych w czasi e i po ba-
; daniu parametr.ów elektrycznych 

----- -

0\ 
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cd. tabl. 4 

. Metoda ' Plany i warunki badań 
badani a 

Poziom jakości I 
Rodzaj Poziom jakości II Poziom jakości III wg 

badania PN-?8f pozl-om . poziom poziom warunki warunki warunki 
T-01515 kontroli kontroli 

badania kontroli 
badania badania i AQL. i Aa.. I Aa.. 

1 2 3 4 5 6 7 8 . 

Podgrupa 02 1) 5-3; 2, 5 S-3;2,5 , 5-3; 1,5 

Sprawdzenie wytrzymałości na 5.3.25 
r 'oipuszczalniki 

Podg:upa 03 1) 5-3;2,5 5-3; 2,5 ' 5-3; 1,5 

Sprawdzenie palności 5.3.26 

. 

Podgrupa 04 2) - - 5-3;2,5 
. 

Sprawdzenie wytrzymałości na 5.3.23 - -
pleśń 

Podg:upa 05 2) - - 5-3;'2,5 

Sprawdzenie wytrzymałości na 5.3.24 - - 2d 
mgł, soln\, 

Znak - oznacza, 1e,badania nie przeprowadza sip. 

Nie wypełniona rubryka w kolumnie warunki badania oznacza normalne warunki atmosferyczne. 

1) Badania stosuje sip dla wyrobów w obudowech plastykowych. 

2) Badanie stosuje się przy zamówieniu wyrobów w wykonani u tropikalnym lub dla klimatu mo~skiego. 

Poziom jakości IV 

poziom 
warunki 

kontroli 
badania 

i AQL. 

9 10 

5-3; 1,5 

-

5-3; 1,5 

5-3; 1,5 

5,-3; 1,5 

2d . 

. 

. 

---

Dane wg arkusza 
szczegółowego 

I I 

. . 
rodzaj rozpuszczalnika 

rodzaj badania 

stopień dopuszczalnego wzrostu 
grzybów pleśniowych, wymaga-
n i a dotycz\,ce uszkodzeń po-
wierżchniowych 

. 

poło1enie elementu w czasie 
badania 

: 

. 
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8 Informacje dodatkowe do BN-80j3375-31. 00 

.INFCAMACJE DODATKOWE 

l; Instytucja opracowujpca norm, - Naukowo-Produkcyj

ne Centrum Półprzewodników. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-75/3375-30.00 

a} doprowadzono postanowienia nor·my do zgodności z 

PN-78jT-01515. 

b} wprowadzono now, rozszerzon, klasyflkacj, jakoś-

ciow, dziel,c, elementy na cztery poziomy Jakościowe. 

3. Normyzwipzane 

PN-78jT -01500.00 ·Elementy półprzewodnikowe, Nazwy I 

określenia 

/ 

PN-74jT -01504,00 Elementy półprzewodnikowe, MetOdy 

pomiaru parametrów tranzystorów I diod: Postanowienia· 

ogólne 

PN-78jT-01515 Elementy półprzewodnikowe. Ogólne wy

magania I badania 

BN-70j3375-10 Elementy półprzewodnikowe, Tranzystory. 

Podział 

4. Symbol wg SWW - 1156-213. 

5. Dostawy elementów o wysokiej Jakości I bardzo wy

sokie! !akoścl mog, być realizowane po uzg9dnianlu z pro

ducentem wieikości dostaw I uzgodnieniu ceny,· 


